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ВСТУП 

 

Дана програма розроблена для проведення комплексного фахового 

випробування для вступу на освітній рівень «магістр» 

професійного/наукового спрямування за спеціальністю 152 – Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка та освітньою програмою «Інформаційні 

вимірювальні технології та системи». 

Мета програми – систематизація основних питань з фахових та 

професійно-орієнтованих дисциплін базової підготовки бакалаврів, знання 

яких є необхідним для виконання завдань комплексного вступного фахового 

випробування. 

До складу Програми ввійшли питання з таких дисциплін: 

 Інформаційно-вимірювальні системи. 

 Системні вимірювальні прилади. 

 Мікропроцесорні системи. 

Програма містить три розділи, у кожному розділі наведено перелік 

питань з відповідної дисципліни. 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою визначення 

умінь абітурієнтів застосовувати теоретичні знання для аналізу та 

розв’язання практичних завдань, а також для формування фахового 

конкурсного балу. 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань з наведеного вище 

переліку дисциплін: двох теоретичних та одного практичного. Проведення 

вступного випробування триває не більше 2 астрономічних годин (120 

хвилин) без перерви. 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

I. Питання з дисципліни «Інформацйно-вимірювальні системи» 

1. Класифікація інформаційно-вимірювальних систем. 

2. Загальна структурна схема інформаційно-вимірювальної системи. 

3. Організація вимірювального каналу ІВС. Калібрування 

вимірювального каналу.  

4. Організація каналу управління ІВС. Широтно-імпульсна модуляція. 

5. Первинні вимірювальні перетворювачі ІВС. Резистивні 

перетворювачі температури. 

6. Вторинні вимірювальні перетворювачі ІВС. Схеми вмикання 

операційних підсилювачів. 

7. Алгоритми збору і попередньої обробки вимірювальної інформації. 

Типи фільтрів.  

8. Канали зв’язку та інтерфейси ІВС. 

9. Внутрішньо приладові інтерфейси І2С, SPI. 

10. Машинні інтерфейси RS-232, RS-485. 

 

II. Питання з дисципліни «Системні вимірювальні прилади» 

1. Характеристики ЦАП та принципи їх побудови. 

2. Характеристики АЦП та принципи їх побудови. 

3. Вольтметри амплітудних, середньовипрямлених и 

середньоквадратичних значень. 

4. Малокосинусні ватметри. 

5. Аналогові і цифрові вимірювачі нелінійних спотворень. 

6. Генератори-калібратори постійного і змінного струму. 

7. Цифрові вимірювачі частоти. 

8. Цифрові фазометри: структури, похибки. 

9. Аналізатори спектру послідовної дії, цифровий аналіз спектру. 

10. Стробоскопічні перетворювачі 

 

III. Питання з дисципліни «Мікропроцесорні системи» 

1. Основні типи архітектури мікропроцесорних систем. Класифікація 

мікропроцесорів. Організація мікропроцесорної системи. Двох- і 

трьохшинна архітектура. Сполучення портів вводу-виводу і пам’яті з 

процесором. 

2. Вхідні і вихідні каскади мікропроцесорних елементів. Еквівалентні 

схеми вихідних каскадів. Діапазони логічних рівнів. Підвищення 

завадостійкості мікропроцесорних систем. Виходи з трьома станами 

та відкритим колектором. Сполучення цифрових та аналогових 

пристроїв з мікропроцесорними системами. 

3. Організація однокристального мікроконтролера МCS-51. Типи 

пам’яті. Карта пам’яті. Режими адресації. Особливості системи 

команд: команди пересилання. 
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4. Регістрова структура мікроконтролера MCS-51. Особливості системи 

команд: арифметичні команди, логічні команди, бітові операції, 

команди передачі керування. 

5. Однокристальний мікроконтролер МCS-51: порти вводу-виводу, 

система переривань. Службові регістри переривань, процедура 

обробки переривань. 

6. Однокристальний мікроконтролер МCS-51: система таймерів-

лічильників. Структура таймерів-лічильників. Службові регістри. 

Режими ро-боти. Приклад обробки переривань від таймера 0. 

7. Платформа Java. Створення та виконання програми. Принципи 

об’єктно-орієнтованого підходу. Інкапсуляція. Композиція. 

Наслідування. Поліморфізм. 

8. Платформа Java. Типи даних. Організація пам’яті. Структура класів. 

Статичні елементи. Конструктори. Абстрактні класи та інтерфейси. 

Внутрішні класи. 

9. Платформа Java: організація графічного інтерфейсу користувача. 

Компоненти і контейнери. Диспетчери компонування. Механізм 

обробки подій. 

10. Платформа Java: потоки вводу виводу. Класифікація потоків. 

Класи-фільтри. Байтові та текстові потоки. Файли. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Використання допоміжного матеріалу. 

Під час проведення вступного випробування абітурієнту забороняється 

використовувати сторонні джерела інформації – допоміжні матеріали, 

мобільні пристрої, довідники та технічні засоби, за виключенням 

калькулятора, але не з мобільного телефону. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Оцінювання здійснюється за результатами відповідей на три 

екзаменаційні завдання з наведеного вище переліку дисциплін. 

2. Відповідь на кожне завдання білету оцінюється за 100-бальною 

шкалою: 

Бали 

Ri 
Критерії оцінювання відповіді на кожне завдання білету 

95…100 

 

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями в обсязі 

програми навчальної дисципліни, усвідомлено 

використовує їх для прийняття правильних та 

обгрунтованих технічних рішень в нестандартних 

ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні 

для одержання відмінного безпомилкового розв’язку 

завдання в повному обсязі та отримав правильну відповідь. 
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85…94 

Абітурієнт володіє узагальненими знаннями в обсязі 

програми навчальної дисципліни, аргументовано  

використовує їх для прийняття правильних  рішень в 

нестандартних ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні 

для правильного розв’язку та отримання правильної 

відповіді. 

75…84 

Абітурієнт самостійно і логічно відтворює  матеріал, в 

обсязі програми навчальної дисципліни, аргументовано  

використовує їх для прийняття правильних  рішень в 

нестандартних ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички  для 

правильного розв’язку завдання та отримання відповіді. з 

несуттєвими помилками або нераціональним способом  

розв’язку, чи при розв’язанні допущені помилки в 

математичних обчисленнях.  

65…74 

Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних 

теоретичних положень в обсязі програми навчальної 

дисципліни, обгрунтовано використовує їх для прийняття 

правильних  рішень в стандартних ситуаціях, але має 

труднощі у використанні умінь у нестандартних умовах. 

Абітурієнт при розв’язку завдання  та одержані відповіді 

допускає суттєві помилки.  

60…64 

Абітурієнт володіє базовими знаннями в обсязі програми 

навчальної дисципліни, що дозволяє використовувати їх 

для прийняття обгрунтованих рішень тільки в стандартних 

ситуаціях. 

Завдання виконано задовільно - частково  наведені лише 

декілька кроків, окремі формули, в відповіді допущені 

суттєві помилки. 

0 

Абітурієнт не проявив базові знання в обсязі програми 

навчальної дисципліни, або володіє матеріалом на 

початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на 

репродуктивному рівні. Відповідь або відсутня, або не 

правильна, не відповідає змісту питання, або отримана за 

допомогою сторонніх джерел інформації. 

 

3. Сумарна оцінка відповіді на екзаменаційний білет оцінюється за 100- 

бальною шкалою, як середнє арифметичне значення балів оцінок з кожного 

питання     

1 2 3
0

3

R R R
R

 


 , округлене до найближчого цілого. 

4. Максимальна кількість балів, які можна отримати за відповідь на 

екзаменаційний білет – 100 балів. 
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5. Перерахунок балів сумарної оцінки в підсумок додаткового 

вступного випробування абітурієнта, згідно критеріїв ECTS, визначається за 

наступною шкалою: 

 

Сума набраних 

балів R0 
Оцінка 

95…100 A 

85…94 B 

75…84 C 

65…74 D 

60…64 E 

менше 60 Fх 

 

 

6. Перерахунок балів фахового вступного випробування абітурієнта в 200-

бальну шкалу для формування конкурсного балу проходить за наступною 

таблицею: 

 

 
 

 

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Сполучення портів вводу-виводу з центральним процесором в 

мікропроцесорних системах.  

2.  Організація вимірювального каналу ІВС. Калібрування 

вимірювального каналу. Дати визначення, навести приклади структурних 

схем, проаналізувати похибки перетворень.  

3. Розрахувати АЦП паралельного перетворення. 
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Дано: nH=3 розряди, UвхH= 0…8В, елементи схеми мають однаковий 

час затримки tзт=20нс;  струм резистивного подільника 2 мА. 

Визначити необхідну кількість компараторів, максимальну відносну 

похибку квантування, значення вагових резисторів, час затримки АЦП. 
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